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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements —
Test configurations, operational conditions and performance
criteria for sensitive test and measurement equipment

for EMC unprotected applications

FOREWORD

The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide orgaRjzatio
all national electrotechnical committees (IEC National Committeges).

interpational co-operation on all questions concerning standardizatign in

this end and in addition to other activities,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical
in tHle subject dealt with may participate in this prepartory wrk |

govgrnmental organizations liaising with the IEC also 4 n

al, governmental a
paration. IEC collaborateg
dance> with conditions deterni

with [the International Organization for Stg
agrepment between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC o ,
conslensus of opinion on the relevant subje ince_ea echnical committee has representation
interpsted IEC National Committees.

IEC [Publications have the forg & i ional use and are accepted by IEC
Compmittees in that sense. S ade to ensure that the technical conten|
Publ|cations is accurate,
misi
In o
trangparently to
between any IE
the lgtter.

mprising
promote
ields. To
iflcations,
hs “IEC

interested

hd non-
closely
ined by

from all

National
t of IEC
for any

ications

iergence

cated in

nformity
for any

erts and

members.of itS\{gchnjca i i i injury, Image or

expenses arising_out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of
Publ|cations:

Attention” is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public

es) and
her IEC

btions is

indisipensable for the correct application of this publication

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-2-1 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and
automation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005. This edition
constitutes a technical revision.
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The main technical changes with regard to the previous edition are as follows:
— Update with respect to IEC 61326-1:2012.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/641/FDIS 65A/652/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This pdiblication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directiv

This pI]r follows
the sa

When , that subclause
applies “modification” or

“replag

NOTE

— subg itional to those in IEC 6132pB-1;

— unlg ey are numbered starting from 101

incl

—  addlti

A list bnt for
measu e |IEC
website.

The cgmmittee d until
the stability date ind e data
related \

* rec
o wit
* rep
« am



https://iecnorm.com/api/?name=66f51feaf7f8596e26d447e6f239a2be

61326-2-1 © IEC:2012 -5-

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements —
Test configurations, operational conditions and performance
criteria for sensitive test and measurement equipment
for EMC unprotected applications

1 S

In add|ti

configy
measu

The m
selects

NOTE
network

2 N

are ind
undate

amend

Clause¢

ope

ispensable for i

d references,
ments) a;@.

2 of IEC6

referenced document (includin

Additidn:

IEC 61

require

3 Tirms and definitions

bd test
st and
I EMC

ed and

alysers,

nt and
i¢s. For

J any

- EMC

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61326-1 and
IEC 60050-161 apply.

4 General

Clause 4 of IEC 61326-1 applies.

5 EMC test plan

5.1

General

Subclause 5.1 of IEC 61326-1 applies.
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5.2 Configuration of EUT during testing

Subclause 5.2 of IEC 61326-1 applies, except as follows:
Addition:

5.2.4.101 1/0O ports for test and measurement purposes

Test and measurement input ports shall be capped and shorted unless this leads to an
operating condition unsuitable for measuring the emission and immunity performance of the
product. If an input signal is needed, an appropriate input signal shall be applied using test
leads or probes as specified by the manufacturer.

Test and measurement output ports not needed to evaluate the essentiza e EUT
shall be capped and/or terminated.

Electrd pins of
shielde E 488
(IEC 6

NOTE 1 nt ports
do not n re often
connect provide
access certain
applicat

NOTE 2

5.3

Subclause 5.3 of IEC 6132

Additign:

5.3.10

When

5.3.102

The o5 ty and
contind sion or
immun

5.3.103.“Logic analysers

The logic analyser shall be set for data analysis modes during emission measurement and
continuous data acquisition mode during immunity testing unless other modes are known to
provide worst-case emission or immunity results within normal applications.

5.3.104 Digital multimeters (DMM)

Typical set-ups include: peak detect, maximum sensitivity (usually auto-range, if available, will
suffice) and continuous acquisition mode.

5.3.105 Other equipment

For equipment not mentioned in 5.3.102 to 5.3.104, the following philosophy shall apply.
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A selection of representative operation modes shall be made, taking into account that not all
functions, but only the most typical functions of the equipment can be tested. The estimated

worst-case operating modes for normal application shall be selected

5.4 Specification of functional performance

Subclause 5.4 of IEC 61326-1 applies.

5.5 Test description

Subclause 5.5 of IEC 61326-1 applies.

6 Irrlmunity requirements

6.1 Conditions during the tests

Subclause 6.1 of IEC 61326-1 applies.

6.2 mmunity test requirements

Subclause 6.2 of IEC 61326-1 applies.
6.3 Random aspects
Subclause 6.3 of IEC 61326-1 applies.

6.4 Performance criteria

Additidn:

6.4.10

mance
or loss

. Trigger

data is

During

criteria 326-1, the EUT may have temporary degradation

of fungti h is self-recovering. Self-recovery times greater thap 10 s
shall be sx facturer in the equipment documentation for the user
functions N\be evaluated. No change in actual operating state or loss of stored
allowed.

7 Enmission requirements

Clause 7T of TEC G 1T326-T applies.

8 Test results and test report

Clause 8 of IEC 61326-1 applies.

9 Instructions for use

Clause 9 of IEC 61326-1 applies, except as follows:

Addition:
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9.101 Additional instructions

The manufacturer shall give information that the equipment may not meet the immunity
requirements of this standard when test leads and/or test probes are connected and shall give
guidance how to use test leads and/or test probes to minimize the impact of disturbances.

@%
S
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE
LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres —
Configurations d'essai, conditions fonctionnelles et critéres
de performance pour essai de sensibilité et équipement
de mesure pour les applications non protégées de la CEM

AVANT-PROPOS
La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organigatio Blisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Com a CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les fuestio ans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI — Normes
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports techn bles au
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommeés "Publication(s ige a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationg iper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non goyverné pdrticipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avee,|'¢ rga igation In ernationale de Normalisatidn (1SO),
selo \ Q
Les flécisions ou accords officiels de la C ¢ gques représentent, dans lal mesure
du ppssible, un accord international sur les’\sujets étant'donné gue les Comités nationaux dg la CEIl
intérpssés sont représentés dans chaque comi ’
Les Publications de la CEl se présentent e\recommandations internationales et sont Jagréées
comine telles par les Comités natlonaux de a Ck raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'asgure de I'exactitude du ions; la CEIl ne peut pas étre tenue resgonsable
de I'¢ventuelle mauvaise uti satlo qu |nter faite par un quelconque utilisateur final
Dang le but d'encouragg les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans|toute la
meslire possible, a appliqs 2 ente les Publications de la CEl dans leurs publications
natignales et régidaales, i 2 S e toutes Publications de la CEIl et toutes publications
natignales ou ré ¢ ¢ i re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.
La JEI elle-méme e de conformité. Des organismes de certification indégendants
fournjissent des se formité et, dans certains secteurs, accédent aux marfjues de
confprmité de la st responsable d'aucun des services effectués par les organigmes de
certification indép
Toug i gr qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicatipn.
Aucyne etre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
mang{ldtaires COMpkis ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natignaux™e tolt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dominage de’guelque wature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |les frais
de jystice) et-les™d es découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toutq autre Rublicatiorf de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.
L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencees est obligatoire pour une application ColTecie de la presentie publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61326-2-1 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects

systémes, du comité d’études 65 de la CEl:

processus industriels.

Mesure, commande et automation dans les

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2005. Cette édition
constitue une révision technique.
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Les principaux changements techniques par rapport a I'édition précédente sont les suivants:

— Mise a jour par rapport a la CElI 61326-1 :2012.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

65A/641/FDIS 65A/652/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La prgsente partie de la série CEI 61326 doit étre utilisée
CEIl 61j326-1:2012 et suit la méme numérotation d'articles, de pars
figures|.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la CEl 61326-1

partie,|ce paragraphe s'applique pour autant qu'il esfraison
spécifie "addition", "modification"
CEI 61)326-1 doit étre adapté en conséquence.

NOTE |Le systéeme de numérotation suivant eshutilis®;

— par3agraphes, tableaux et figures: ceux qui
CEI|61326-1;

— a I'gxception de celles qui
CEIl|161326-1, les notes so
modifiés ou remplacés;

Qnt dans un
numérotées

— les annexes complémentaires s

Une lidte de tou

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée

ec la
K et de

gsente
norme
de la

ux de la

bs de la
qui sont

Jatériel
, peut

ate de
nnées
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE
LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres —
Configurations d'essai, conditions fonctionnelles et critéres
de performance pour essai de sensibilité et équipement
de mesure pour les applications non protégées de la CEM

1 Dgd

donne
fonctio
de me
raisons

Le fab
du nivd

)maine d’application

61326
ditions
s5sai et
ur des

cations

NOTE Exemples de matériels (non exhau § \ dggiques, analyseurs de gpectres,
analyselirs de réseaux, appareils de mesure agalogigus ime igitaux (DMM) et systemes d’¢ssai de
carte.

2 Références normatives

Les ddcuments suivan ' de maniére normative, en intégralité| ou en
partie,| dans le prése )€ i indispensables pour son application. Pqur les
référerjces daté se Jit jtée 2pplique. Pour les références non datées, la
derniéfe éditio ofé (y compris les éventuels
amendements).

L'Article 2 de l1a CE

Additign:

CEI 61326-1: Matériel électrique de mesure, de commande et de laboraloire -
Exigences refati

3 Termesetdéfinitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEl 61326-1
et la CEI 60050-161 s’appliquent.

4 Généralités

L’Articl

e 4 de la CEI 61326-1 s’applique.
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5 Plan d’essais de CEM

5.1 Généralités

Le Paragraphe 5.1 de la CEIl 61326-1 s’applique.

5.2 Configuration de I'EST lors des essais

Le Paragraphe 5.2 de la CEIl 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui suit:

Addition:

5.2.4.101 Accés entrée/sortie pour essai et mesures

Les accés d’entrée d’essai et de mesure doivent étre couverts et coli irci s ins que
ceci ng conduise a une condition de fonctionnement non adaptée aVa S 2miggion et
de Pimmunité du produit. Si un signal d'entrée est nécessaire igng > broprié
doit étre appliqué au moyen de conducteurs d'essai ou de sQndes;\¥ gcifié|par le

fabricalnt.

Les agces de sortie d'essai et de mesure non

évaluer les fonctions
essentjelles de 'EST doivent étre couverts et/ou éq jg

Les ddgcharges électrostatiques doivént Jué s atériel,
mais gas aux connexions internes deN'acce A titre
d'exenfples, on peut citer: BNC, o\ 32 et
IEEE 1284-B (port imprimante parallele

NOTE 1| Il n'est pas nécessai € ppliquer
un signdl d'entrée pendant |'essai yCCE ’ i e arier de
facon significative d’'une apph léments
couvranfs sont retirés et peuvent8re a différen fa X points

ertaines

d’essai 4 'intérieur. connexions d'essai.pe
applications.

NOTE 2| Moyens de cq
53

Le Parpgr
Additign:

5.3.10 de fonctionnement

Quand loe _antione “hottarin® At “n oY o~nt taidne Ioc Aoy dicnoanihloe  loac Aoy mndes de
oo OP oo —oottCTC— T o o Ot —tootC o TC o G Co /X oo P oo o, TTCo— o Cot— o

fonctionnement doivent étre conformes.

(o}

5.3.102 Oscilloscopes

Les accés d'oscilloscope doivent étre réglés pour une vitesse de balayage maximale, la
sensibilité maximale et le mode d’acquisition continu a moins que d’autres modes soient
connus pour fournir les résultats les plus défavorables d’émission ou d’'immunité dans des
applications normales.

5.3.103 Analyseurs logiques

L’analyseur logique doit étre réglé pour les modes d’analyse de données pendant les mesures
d’émissions et le mode d’acquisition de données continu pendant les essais d’immunité, a
moins que d’autres modes soient connus pour fournir les résultats les plus défavorables
d’émission ou d’immunité dans des applications normales.


https://iecnorm.com/api/?name=66f51feaf7f8596e26d447e6f239a2be

	English
	CONTENTS
	FOREWORD
	1 Scope
	2 Normative references
	3 Terms and definitions
	4 General
	5 EMC test plan
	5.1 General
	5.2 Configuration of EUT during testing
	5.3 Operation conditions of EUT during testing
	5.4 Specification of functional performance
	5.5 Test description

	6 Immunity requirements
	6.1 Conditions during the tests
	6.2 Immunity test requirements
	6.3 Random aspects
	6.4 Performance criteria

	7 Emission requirements
	8 Test results and test report
	9 Instructions for use

	Français
	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Généralités
	5 Plan d’essais de CEM
	5.1 Généralités
	5.2 Configuration de l'EST lors des essais
	5.3 Conditions de fonctionnement de l’EST lors des essais
	5.4 Spécification des performances
	5.5 Description de l’essai

	6 Exigences relatives à l'immunité
	6.1 Conditions lors des essais
	6.2 Exigences pour les essais d’immunité
	6.3 Aspects aléatoires
	6.4 Critères de performance

	7 Exigences relatives à l’émission
	8 Résultats d’essai et rapport d’essai
	9 Instructions pour l’utilisation


